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. Zpisob stanoveni zdvady vadné jed-
notky osazené integrovanymi obvody TTL
nizk$ nebo stiedni hustagy integrace po-

je zlepSeni goudasndho stavu diagnostiky

vadnfch vyménnfch jednotek. Uvedensého '//
gickjch stavd integrovaného obvodu se 4/
pomoci sondy m&¥i Sumové spektrum sub- RN
:',5‘
%

moci sondy mé¥ici Sum. Ulelem vyndlezu VI ]
G¥elu se dogsdhne tim, Ze misto mE¥eni lo-

strdtové diody v propustném sméru ugngti

integrovaného obvodu, kterc se prevadi 2
na zvukovy signdl, jenZ se porovnava se
zvukovym gsignalem ngporuéeneho pfechodu,
pfifemz zména urovnc a charakteru Sumo-
vého spektra signalizuje zédvadu integro-

vaného obvodu. Postupn,gm odpojovdnim cel-
kd integrovanfch obvodd lokalizujeme vad-

III?
N\ 77/ BN )

/- A 2 \\ASS N L

IGAIEN NN NN A 2. "z'z
TN

nf vyvod integrovaného obvodu a tim je}j 3 2% 9 /0 4

jdentifikujeme., Tato metoda je urena

pro diagnostiku sloZitych dynamickfch zd-
vad na logickjch deskdch osazenych integ-
rovanfmi obvody TTL nizké nebo st tedni
hustoty integrace pro gejich rychlé oZi-
veni. 2 toho vyolyvéd, ze tato metoda je
nevhodnd pro hleddni b&Znjch hrubych Zé-
vad, které je moZiné odstranit jednoduchym
statickfm testem a naopak je velmi d¢innd
pzo vyhleddvéni sloZitych dynamickjch
zlvad.
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Vyndlez Yesi zpﬁsob,gfanoveni stanoveni zévady vadné aedp
notky osazené integrovanymi obvody TTL nizké nebo stiedni hus-
toty integrace pomoci sondy mé¥ici Sum, T{m se dosdhne zlepie-
ni stavu diagnostiky vadnych vyménnych jednotek 1libovolného
elektronickeho zatizeni, osazeného integrovanymi obvody TTL

‘nizké nebo st¥edni hustoty intégrace.

Dosud zndmé metody zji¥tovéni vadnych prvkd vyménnych de-
sek spoéivaji v mé¥eni logickych stavi integrovanych obvodi,
pFifem? se k zjistovdni zédvady pouZivajd nékladné testery nebo
je deska m&¥ens pod napétim ve vlastnim zabizeni a tato zaifi-
zeni se tak blokuji pro vlastni &innost.

Uvedené nedostatky jsou odstrandny zpisobem stanoveni 2zd-
vady vadné Jednotky osazené integrovanymi obvody TTL nizké ne-
bo stredni hustoty integrace pomoci sondy mé¥ici Sum, Jeho pod-

stata spodivd v tom, Ze se. mg¥{ droven a charakter. sumového

spektra pPechodu igqurato!%ch diod v propustném smé&ru uvnit¥

integrovaného obvoduYstrn egrace, ktery se vzdjemné porov-
névé se zm&¥enou Sumovou Urovni a charskterem Sumového spektra
neporudeného piechodu integrovanych obvodl, pridemi zviéené
intenzita Sumu nebo obsah sloZek nizkych kmitodth v Sumovém
spektru charakteri zu;; e zavadu,

Hlavni vyhody metody zji3fovdni zdvad vadné jednotky osa-
zené integrovanymi obvody TTL, podle tohoto vynélezu gspodivaji
v tom, %e metoda Set¥{ Sas potfebny k odstrandni zdvady oproti
Jinym metoddm, Lze ji odstranit na libovolném sortimentu lo-
gickych jednotek nizké nebo stPedni hustoty integrace s mini-
mem diskretnich souddstek slo¥ité dynamické chyby, které nenit
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moZné opravit jinym b&Znym zpisobem, Pro opravu neni nutni
presnd znalost logickych éignélﬁ, metodu mohou provddét i mé-
‘né kvalifikovani pracovnici -bez pou¥iti dokumentace, Oprava
Jednotek se provddi mimo zaiizeni a tim se vytvéri podmlnky
pro Setfeni strojového &asu.

Na vykresu je naznaden p¥iklad zapojeni metody zjisfovs-
ni zdvad vadné logické jednotky osazené integrovanymi obvody
7L podle tohoto vyndlezu tvo¥ici diagnostickou sondu pro mé-

Yeni Sumu,

Zapojeni pro stanoveni zévady vadné jednotky osazend in- .

tegrovanymi obvody TTL nizké nebo st¥edni hustoty integrace,
‘podle tohoto vyndlezu se vyznaluje tim, %e sbérnice 2. napé-
jeni vadné jednotky l. je pripojena napajecim vedenim 3¢ ke

zdroji 7. mérného proudu, jenZ zdroven napdji zesilovad 5. Bu~

mu, jehoZ prvni vstup je pripojen pres oddélovaci kondenzé-

tor 6. na napajeci vedeni 3. & druhy vetur zesilovade 3. Sumu
je pripoaen na hrot 4. diagnostické sondy 9., vystup zesilova=-

-&e 5o Sumu je pFiveden na vstup akustického mEnile 8.

Hrotem sondy zjisfujeme elektrické. parametry vSech vyvodd

-polovodicovych piechodl substrdtovych diod integrovanych obvo-

.. di, Pl 2m&n& zvukového signdlu, jen? se projevuije zvysenou

intenzitou Sumu nebo obsahem sloZek nizkych kmitodtl, kterd
- znadi zménu elektrického parametru a tim i zdvadu, oznadime
vadny vyvod integrovaného obvodu, Postupnym rozpojovénim celkt
pYerusovédnim tiSt&ného spoje nebo jinou obdobnou metodou loka-
‘lizujeme vadny vyvod integrovaného obvodu a tim jej identifi-
kujeme. Tento pracovni postup je urien k rychlému opétnému
oZiveni logické jednotky, na kteYé vaznikla zdvada p¥i piedcho-
zim provozu ve vait¥ni struktive integrovaného obvodu, kterd
‘8e projevuje oblasnd, nepravidelné&,

Dalsi mo#nosti je pou¥it{ u jingch servisnich odvitvi
nap¥, pri opravdch nékolika typd elektronickych kalkuldtord
a pri vyvoji rtznych elektronickych zarizeni,
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Zptsob stanoveni zavady vadné jednotky osazené intege
rOVanymi obvody TTL nizké nebo stiedni hustoty integrace
pomocl sondy mé¥ici Sum, vyznadujici se tim, Ze se méii
droven a charakter Sumového spektra p¥eechodu substriatovych

diod v propustném sméru uvnit® integrovaného obvodunukehabosfm4m

Yf%%§§¥§ce, ktery se vzdjemné porovnavé ge zméYenou Sumovou
urovni a charakterem sumového spektra neporuSeného precho-
du integrovanych obvodﬁ, p¥idemz zvysené intenzita Sumu
nebo obsah sloZek nlzchh kmitoctu v éumovem spektru cha—
rakterizuje zavadu. '

Zapojeni pro stanoveni zévady vadné jedndtky-OSézené
integrovanymi obvody TTL nizké nebo st¥edni hustoty integ-
race podle bodu 1 vyznacualcl se tim, Ze sbérnice ¢2) na-
pdjeni vadné jednotky (1) je pripoaena napajeclm vedenlm
(3) ke zdroji (7) m&rného- proudu, jenZ zéroven napdji ze—
gilovad (5) Sumu, jehoZ prvni vstup je pFipojen pres od-
d&lovaci kondenzdtor (6) na napdjeci vedeni (3) a druhy
vetup zesilovade (5) Sumu je pFipojen na hrot (4) diagnos-
tické sondy (9), vystup zesilovale (5) Sumu je priveden na
vstup akustickeho menice (8).

1 vykres
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